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Wyktad ma na celu zapoznanie Stuchaczy z mozliwosciami, jakie stwarza
wykorzystanie skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) i technik pokrewnych w
dziedzinie badan materiatowych. W tym celu omdwione zostang pokrotce podstawy
teoretyczne obrazowania SEM, tj. generacja sygnatdw rejestrowanych podczas
obrazowania w wyniku oddziatywan elektrondw z materig, elementy optyki
elektronowej i zasady tworzenia obrazu w skaningowym mikroskopie elektronowym
oraz wptyw parametrow wigzki elektrondw (prad, napiecie przyspieszajgce, odlegtos¢
pracy) na charakter uzyskiwanego obrazu. Rozwazania teoretyczne zostang poparte
szeregiem przyktadéw aplikacji technik SEM, oraz EDS (Energy-Dispersive X-Ray
Spectrometry), EBSD (Electron Backscatter Diffraction), CL (Cathodoluminescence) i
FIB (Focused Ion Beam) uzyskanych podczas badan probek réznych materiatow.



